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Zaburzenia powodowane przez szybkie przetaczanie przyrzadéw pdtprzewodnikowych mocy i
przeciwdziatanie ich propagacji w obwodach drukowanych

Disturbances caused by fast switching of power semiconductor devices and counteractions against their
propagation in printed circuit boards

Opiekun, opiekun dodatkowy
dr inz. Stawomir Bek, mgr inz. tukasz Starzak

Cel, geneza i zakres pracy

Celem pracy jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy oraz dokonanie wlasnej analizy skutkéw szybkiego
przetaczania przyrzadéw pdtprzewodnikowych w uktadach mocy — jednowarstwowych obwodach
drukowanych, oraz przedstawienie metod minimalizacji tych skutkow.

Zwiekszenie szybkosci przefaczania (tj. zmniejszenie czaséw przetaczania) pozwala poprawi¢ parametry
impulsowych przeksztattnikow elektronicznych poprzez zmniejszenie mocy strat oraz zwiekszenie
czestotliwosci i w konsekwencji zmniejszenie wymiardw elementéw biernych. Wieksze stromosci pradowe i
napieciowe powodujq jednak wzrost poziomu emitowanych zaburzen. Zaburzenia te mogq zaktdécac prace
samego uktadu, jak rowniez przenosic sie na wyjscie (do odbiornika) i na wejscie (do zasilania i poprzez nie
do innych urzadzen). Z tego powodu zwiekszaniu szybkosci przetaczania kluczy potprzewodnikowych musi
towarzyszy¢ odpowiednia dbato$¢ o minimalizacje zaburzen i przeciwdziatanie ich propagacji.

W pierwszej czesci pracy nalezy dokonac jakosciowej i ilosciowej analizy rozwazanych zaburzen na podstawie
wynikéw doswiadczen. W tym celu nalezy zaprojektowac i wykona¢ szereg uktadéw testowych o réznej
topologii Sciezek (uktad, grubos¢, sasiedztwo, odlegtosci) i réznej technice wykonania (frezowanie,
trawienie). Doswiadczenia obejmowac bedg wytacznie pomiary napiec i pradow (bez pomiardéw pola). Druga
czes$¢ pracy obejmowac bedzie zebranie wiadomosci na temat zalecanych metod minimalizacji rozwazanych
zaburzen oraz stosowanych elementéw zabezpieczajacych. Skutecznos$¢ tych metod i elementéw nalezy
nastepnie przetestowac do$wiadczalnie w skonstruowanych wczesniej uktadach. Testy powinny obejowaé
rowniez pomiar zaburzen emitowanych do zasilania. W oparciu o zdobyte do$wiadczenie i uzyskane wyniki
mozna zaproponowac wiasne metody lub ich modyfikacje.

Wyniki doswiadczen nalezy skonfrontowac z teorig oraz podjac prébe analitycznego opisu obserwowanych
zjawisk w jak najbardziej uproszczonej formie, uzytecznej dla przecietnego inzyniera.
Mozliwos$¢ poszerzenia lub modyfikacji zakresu

Opracowanie propozycji i ewentualne wykonanie stanowiska dydaktycznego pozwalajacego na obserwacje
zaburzen i zbadanie dziatania wybranych zabezpieczen. Wykonanie analiz symulacyjnych z wykorzystaniem
wielowymiarowego symulatora struktur fizycznych.

Pozadane umiejetnosci na poziomie programu studiow

Obstuga aparatury laboratoryjnej. Projektowanie i wykonywanie obwoddw drukowanych.
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Noty aplikacyjne i przyktadowe projekty udostepniane przez producentdw przyrzadéw pdtprzewodnikowych
mocy i producentdéw zabezpieczen. Doniesienia z prasy technicznej i forow internetowych.

Przydatne mogq by¢ materiaty dotyczace analogicznych zagadnien w innych gateziach elektroniki.



